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การออกแบบและสรา้งเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร ์ 
และเฟท โดย  ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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 การวิจยันีÊ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อออกแบบและสรา้งเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์
และเฟท โดย  ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึÉ งมีอุปกรณ์การทํางานทีÉ ไดอ้อกแบบและสรา้งขึÊนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนวงจร
จ่ายไฟ, ส่วนวงจรการประมวลผล, ส่วนวงจรการแสดงผลทําการศึกษาประสิทธิภาพและทําการประเมินสมรรถนะเครืÉ อง
ตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอรแ์ละเฟท โดย  ไมโครคอนโทรลเลอร ์ผลการวจิยัพบวา่เครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร ์ 
และเฟท โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีÉ สรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทีÉ กําหนดทุกดา้น คือ การทดสอบวดัหาชนิดของ 
ทรานซิสเตอร ์ การทดสอบวดัหาชนิดของ เฟท การ  ทดสอบวดัหาขาของ ไดโอด การทดสอบวดัหาขาของ ทรานซิสเตอร ์การ
ทดสอบวดัหาขาของเฟท และมีสมรรถนะดา้นกายภาพ ดา้นการใชง้าน ดา้นการบํารุงรักษาและซ่อมแซม อยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.23 ดา้นการบํารุงรกัษา อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.52 ดา้นการซ่อมบํารุงรกัษาและซ่อมแซม อยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.44 เมืÉ อพิจารณาในภาพรวมคณุลกัษณะประสิทธิภาพของเครืÉ องตรวจสอบไดโอดทรานซิสเตอร์
และเฟท โดยไมโครคอนโทรลเลอร ์อยู่ในเกณฑดี์มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.39 
คาํสาํคัญ : ไดโอด ทรานซิสเตอร ์เฟท ไมโครคอนโทรลเลอร ์
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to design and construction of diode transistor and fet testing device by 
microcontroller. The research design in to three parts, first is the power supply, second is the processor, and third is 
the display, studying efficiency the machine was measured from five specialists by using it and assessing it in the 
assessment from which were specially built. The result of this research have the good efficiency ever position of diode 
leg test, transistors leg test, fet leg test, transistors type test and fet type test and performance in physical performance 
is good level in the average of 4.23, usage performance is very good level in the average of 4.52, maintenance 
performance is good level in the average of  4.44. While we consider the performance as a whole it is in the good 
level in the every of 4.39.  
Keywords : diode, transistor,  fet,  microcontroller 
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ความร้อน ซึÉ งในธรรมชาติแหล่งพลังงานทีÉ สําคัญคือดวง
อาทิตย์ แต่พลังงานจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอกับความต้องการในการดําเนินชีวิตของมนุษย์   
[15] มนุษย์จึงได้พยายามคิดค้น พัฒนา และได้พยายามนาํ




อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม เกษตรกรรม  การสืÉ อสาร
โทรคมนาคม และด้านการแพทย์ [2]  
 ลังงานไฟฟ้าเป็น จุดเ ริÉ มต้นของการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลังจากนัÊนมนุษย์จึงเริÉ ม
คิดค้น และประดิษฐ์อุปกรณ์สิÉ งอาํนวยความสะดวกต่างๆ
ขึÊนมา จนกระทัÉงเกิดการค้นพบสิÉ งประดิษฐ์ทีÉ เรียกว่าหลอด
สญุญากาศ ซึÉ งค้นพบโดยโธมัส เอดิสนั ( Thomas Edison ) 
หลังจากทีÉ มีการค้นพบหลอดสุญญากาศแล้ว การพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเรว็ เกิดอุปกรณ์ทีÉ เรียกว่า วิทยุ โทรทศัน์ มนุษย์มีความ
สะดวกสบายมากขึÊนสามารถติดต่อสืÉ อสารได้ง่ายและสะดวก
ขึÊน ในช่วงหลังสงครามโลกครัÊงทีÉ  2 ได้มีการค้นพบอุปกรณ์
ชนิดใหม่ สามารถนาํมาใช้แทนหลอดสญุญากาศได้เป็นอย่าง
ดี สิÉ งประดิษฐ์ชนิดนีÊ เรียกว่า สารกึÉ งตัวนํา หลักการทาํงาน
ของสารกึÉ งตัวนาํกคื็อ การกาํเนิดกระแสอเิลคตรอน และโฮล
ไหลผ่านไปในผลึกของแขง็ของสารกึÉ งตัวนาํ โดยถูกค้นพบใน
ปี1925 ซึÉ งได้ค้นพบคุณสมบัติทีÉ แปลกประหลาดของ 
คริสตัล ซึÉ งสารนีÊ ต่อมาได้ถูกเรียกว่าเป็น เซมิคอนดักเตอร์ 
ซึÉ งมีคุณสมบัติการนาํไฟฟ้าอยู่ระหว่างฉนวน และ ตัวนาํ สาร
กึÉ งตัวนาํตัวใหม่นัÉนคือ ซิลิคอน ในปี 1945 หัวหน้าของ ห้อง
วิจัย (Bell Lab) คือ Mervin Kelly ต้องการทีÉ จะให้ทมี
นักวิทยาศาสตร์ ด้านสารกึÉ งตัวนําของเขาทาํการค้นหา
อุปกรณ์ทีÉ ทําหน้าทีÉ ขยายสัญญาณตัวใหม่ทีÉ แทนทีÉ หลอด
สญุญากาศ [1]  ทีÉ มีการใช้งานกัน ในสมัยนัÊน ดังนัÊนทมี
นักวิจัยของ Bell Lab จึงต้องทาํการคันคว้าหาอุปกรณ์ตัว
ใหม่นีÊ  ได้เห็นหลอดสูญญากาศของ (John Ambrose 
Fleming) ซึÉ งมีขัÊวไฟฟ้าออกมา 3 ขัÊว เขาจึงได้ทาํการเสีÉ ยง 
โดยทาํการเลียนแบบหลอดสญูญากาศ โดยนาํขัÊวไฟฟ้า 3 ขัÊว 
ฝงัลงบนสารกึÉ งตัวนาํ คือ ซิลิคอน และเขาพบว่าสามารถทีÉ จะ
ควบคุมการไหลของกระแสทีÉ ไหลผ่าน ซิลิคอนได้ และ
สามารถทีÉ จะขยายสัญญาณได้เช่นเดียวกับหลอดสุญญากาศ 
แต่มีข้อดีกว่าทีÉ ใช้พลังงานทีÉ น้อยกว่าหลังจากนัÊนมา ซิลิคอน 
จึ ง เ ป็นสารกึÉ ง ตั วนําทีÉ มีบทบาทสํา คัญสําห รับวงการ 
อเิลก็ทรอนิกส ์   การค้นพบสารกึÉ งตัวนาํนัÊนส่งผลให้เกิดการ
ประดิษฐ์ อุปกรณ์สารกึÉ งตัวนาํขึÊ นใช้มาใช้งาน ไดโอด และ
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ ได้ถูกผลิตขึÊนมาใช้งาน
ในการขยายสัญญาณแทนทีÉ หลอดสุญญากาศ  ต่อมา
ห้องทดลองเบลล์สามารถผลิตทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 
แบบโลหะออกโซด์  หรือ  เฟท เป็นผลสําเร็จครัÊ งแรก 
หลังจากนัÊนกไ็ด้มีการปรับปรุงวิธีการผลิต ทรานซิสเตอร์
สนามไฟฟ้า หรือ เฟท จนมีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ดี 
และปัจจุบันนีÊ  ทรานซิสเตอร์ สนามไฟฟ้า หรือ เฟท มี
ความสําคัญและมีความนิยมในการใช้งานเทียบเท่ากับ 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ [12] ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์และเฟท  เป็นอุปกรณ์สารกึÉ งตั วนํา  ทีÉ มี
ความสาํคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์




ข้อมูลของไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทจาก ดาต้าบุค 
(Data Book) ซึÉ งเป็นคู่มืออ้างองิในการค้นหาคุณลักษณะ
ของอปุกรณ ์เช่นชนิด ขา และอตัราการขยาย ซึÉ งส่งผลให้การ
ตรวจสอบนัÊนกระทาํได้อย่างล่าช้า การพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านเครืÉ องมือวัด ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ได้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึÉ งเป็นผลให้เกิดการปรับปรุง และ
พัฒนาเครืÉ องมือวัดทีÉ มีอยู่ให้มปีระสทิธภิาพสงูขึÊนและมีขนาด
เ ล็ ก ก ะ ทั ด รั ด  โ ด ยมี ก า ร นํ า ไ ม โ ค ร โ พ ร เ ซ ส เ ซ อ ร์
(Microprocessor) ซึÉ งเป็นการย่อส่วนคอมพิวเตอร์แบบ
ดิจิตอลลงมาให้บรรจุอยู่ในรูปแบบไอซีเพียงตัวเดียวทาํให้
สามารถนํา วิ ธีก ารของระบบคอมพิ ว เตอ ร์  มาใ ช้ ใน
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36
กระบวนการควบคุมอัตโนมัติทีÉ ต้องการได้ ประโยชน์ทีÉ สาํคัญ
อย่างหนึÉ งของไมโครโพรเซสเซอร์คือใช้ในงานระบบควบคุม 
แต่ระบบควบคุมทีÉ ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ จาํเป็นต้องใช้วงจร
อืÉ นๆ เป็นส่วนประกอบอีกหลายวงจร เช่น วงจรนับและจับ
เวลา (Counter & Timmer) วงจรจัดการอินเทอร์รัปต์ 
(Interrup Handler Circuit) วงจรแปลงสญัญาณแอนาลอก
เป็นดิจิตอลเป็นต้น หากต้องใช้ไอซีชิปแยกต่างหากเพืÉ อทาํ




เ ดี ย ว กั น แ ล ะ เ รี ย ก ชืÉ อ ว่ า  ไ ม โ ค ร ค อน โ ท ร ล เ ล อ ร์ 
(Microcontroller) [5]      ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี
เครืÉ องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ซึÉ งเป็นผลให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนา
เครืÉ องมือวัดทีÉ มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึÊ น และมีขนาดเลก็
ลงอีกด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงมีส่วนในการพัฒนา
เครืÉ องมือวัดให้มีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพในการตรวจวัดทีÉ แม่นยาํ ในการทีÉ จะนาํอุปกรณ์
สารกึÉ งตัวนํา เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด เฟท ไปใช้งาน
จําเป็นทีÉ จะต้องทราบข้อมูล คุณลักษณะ ชนิด และขาของ
อุปกรณ์ตัวนัÊนก่อนนาํไปประยุกต์ใช้งาน ซึÉ งข้อมูลทีÉ ต้องการ
สามารถค้นหาได้จาก ดาต้าบุค๊ (Data Book) ซึÉ งจะได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิต ทาํให้ไม่ค่อยสะดวกในการค้นหาข้อมูล และ
เสยีเวลาในการสบืค้น 
              จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจทีÉ จะทาํ
ก า ร ออกแบบแล ะ ส ร้ า ง เ ค รืÉ อ ง ต ร ว จสอบ  ไ ด โ อด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพืÉ อใช้
ในการหาขา และชนิดของ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟท 
โดยเครืÉ องจะแสดงผลของข้อมูลทีÉ ตรวจสอบได้ออกมาเป็น
ตัวเลข และตัวอักษร ออกทางจอ แอล ซี ดี (LCD : Liquid 
Crystal Display) ซึÉ งสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนาํผลการ
วัดทีÉ ได้ ไปประยุกต์ใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องใช้ มัลติมิเตอร์ 
หรือวิธีการเปิด ดาต้าบุค จึงเหมาะสมทีÉ จะนําไปใช้ในการ





 พืÉ อออกแบบ ศึกษาประสทิธภิาพ และ ประเมิน
สมรรถนะของ เครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และเฟท โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวประมวลผล
การตรวจสอบแล้วแสดงผลออกทางจอ แอล ซี ดี 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ได้ เครืÉ องตรวจสอบ  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์ 
และเฟทโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีÉ สามารถนาํไปใช้ใน
การตรวจสอบหาขาของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท และชนิด 





 การวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยมุ่งทีÉ จะออกแบบ และสร้าง
ชุด เครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยใช้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวประมวลผลข้อมูลและทาํการ
แสดงผลการวัด 
 1. ประสิทธิภาพของเครืÉ องตรวจสอบ 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟท โดยใช้ไมโครคอน 
โทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์16F876 ประกอบด้วย 
  1.1 แสดงผล ชนิดของ ทรานซิสเตอร์ 
และเฟท ผ่านจอ แอล ซี ดี ได้ถูกต้อง 
  1.2 แสดงตําแหน่งขา ของไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟท ผ่านจอ แอล ซี ดี ได้ถูกต้อง 
 2. สมรรถนะของเครืÉ องตรวจสอบไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และเฟท ทัÊง 3 ด้านดัÊงนีÊ  
  2.1. สมรรถนะทางด้านกายภาพ 
  2.2. สมรรถนะทางด้านการใช้งาน 
      2.3. สมรรถนะทางด้านบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
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 1. เครืÉ องตรวจสอบ  ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และเฟทโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เบอร์ 
16F876 ทีÉ ออกแบบและสร้างขึÊ นมี ประสิทธิภาพ แสดงผล
การวัดได้ถูกต้อง  
 2. เครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และเฟทโดยใช  ้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เบอร์ 
16F876 ทีÉออกแบบและสร้างขึÊนมี สมรรถนะอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. การออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบ 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผู้วิจัยทาํการออกแบบวงจรออกเป็น 3 ส่วนคือ    
  1.1 ระบบจ่ายไฟ 
 
 
ภาพประกอบ 1 ระบบจ่ายไฟ 
 
 ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า ทําหน้าทีÉ ลด
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เหมาะสมกับวงจรการทดสอบ
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟท  โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 220/9 โวลต์ จาํนวน 1 ตัว ทางด้านปฐมภูมิรับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 ผ่านฟิวสห์ลอดแก้วทน
กระแส 5 แอมแปร์ ซึÉ งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร 
ทางด้านทุติยภมูิจ่ายแรงดันไฟฟ้าพิกดั 9 โวลต์ จ่ายกระแส
สูงสุดได้ 1 แอมแปร์ ผ่านวงจรเรียงกระแสเพืÉ อเปลีÉ ยน
แรงดันกระแสสลับให้เป็นแรงดันตรง จากนัÊนผ่านต่อไปยัง
วงจรรักษาระดับแรงดันคงทีÉ  5 โวลต์ โดยแยกจ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรประมวลผล ถอดรหัส และทดสอบ 
และวงจรแสดงผล   
  1.2 ระบบประมวลผล ถอดรหัส และ
ทดสอบ ประกอบด้วยวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์3 วงจรดังนีÊ  
 
 
ภาพประกอบ 2 ระบบประมวลผล ถอดรหัสและทดสอบ 
 
   1.2.1 วงจรเปรียบเทยีบสญัญาณ 
   1.2.2 วงจร มัลติเพล็กซ์, ดี
มลัติเพลก็ซ์  
   1.2.3.ว ง จ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล โ ด ย ใ ช้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ทัÊง 3 วงจรใช้กับแหล่งจ่าย
ไฟตรงขนาด 5 โวลต์ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 
16F876 เป็นตัวควบคุมและประมวลผลการทาํงาน 
  1.3 ระบบแสดงผล 
 
 
ภาพประกอบ 3 ระบบแสดงผล 
 
  ใช้สาํหรับแสดงผลการวัด โดยใช้จอ แอลซีดี 
เป็นตัวแสดงผล โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบตัวอกัษรและ
ตั ว เ ล ข  โ ด ย รั บ ข้ อ มู ลทีÉ ไ ด้ ทํา ก า รป ร ะม วลผลจ า ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
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  2. การทดสอบและหาประสิทธิภาพการ









  3.  การประเมินสมรรถนะของ เค รืÉ อ ง
ตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอน
โทรล เลอร์ โดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญ จาํนวน 5 คน ตอบแบบ
ประเมินสมรรถนะเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
กายภาพ ด้านการใช้งาน ด้านการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
สามารถสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนีÊ  
  3.1 ด้านกายภาพ  
  จากแบบประเมินจาํนวน 6 ข้อ คือ ความ
แขง็แรงของโครงสร้าง รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน โทนสี
ของเครืÉ องเหมาะสมกับการใช้งาน ความเรียบร้อยในการจัด
วางวัสดุ  ความสะดวกในการใช้งานของเครืÉ อง  ความ
เหมาะสมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีÉ นาํมาสร้าง มีการประเมิน
สมรรถนะอยู่ในระดับ ดี รายละเอยีดดังตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 สมรรถนะด้านกายภาพของเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์  และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
สมรรถนะดา้นกายภาพ X SD t -  test แปลความ
1. ความแขง็แรงของโครงสร้าง 
2. รูปทรงเหมาะสมกบัการใช้งาน 
3. โทนสขีองเครืÉ องเหมาะสมกบัการใช้งาน 
4. ความเรียบร้อยในการจัดวางวัสดุ 
5. ความสะดวกในการใช้งานของเครืÉ อง 

























ค่าเฉลีÉ ย 4.23 0.57 2.24 ดี 
 
 
 3.2 ด้านการใช้งาน 
  จากแบบประเมินจาํนวน 5 ข้อ คือ ขัÊนตอนใน
การทดสอบไม่ยุ่งยาก การเคลืÉ อนย้ายมีความสะดวก การ
ถอดและประกอบเครืÉ องผู้ใช้งานสามารถทาํได้ ติดตัÊงเครืÉ อง
ได้ง่าย รวดเรว็ มีความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร มีผลการ
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ตาราง 2 สมรรถนะด้านการใช้งานของเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
สมรรถนะดา้นการใชง้าน X SD t -  test แปลความ 
1. ขัÊนตอนในการตรวจสอบไม่ยุ่งยาก 
2. การเคลืÉ อนย้ายเครืÉ อง มีความสะดวก 
3. การถอดและประกอบเครืÉ องผู้ใช้งานสามารถทาํได้ 






















ค่าเฉลีÉ ย 4.52 0.51 5.09 ดีมาก
 
 
3.3 ด้านการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม  จ า ก แ บบป ร ะ เ มิ น
จาํนวน 5 ข้อ คือ สามารถเปลีÉ ยนอะไหล่ ชิÊนส่วนต่างๆ ของ
เครืÉ องได้ ตรวจสอบแก้ไขข้อเสียจากการใช้งานได้ สามารถ
แยกส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครืÉ องได้ การสร้างเครืÉ อง
ตรวจสอบ ใช้อุปกรณ์ทีÉ หาได้ง่ายและราคาประหยัด สะดวก
ในการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดเสยีของเครืÉ อง มีการประเมิน




ตาราง 3  สมรรถนะด้านการบํารุงรักษาและซ่อมแซมของเครืÉ องตรวจสอบไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
สมรรถนะดา้นการบาํรุงรกัษา X SD t -  test แปลความ
1. สามารถเปลีÉ ยนอะไหล่  ชิÊนส่วนต่างๆ  ของเครืÉ องได้
2. ตรวจสอบแก้ไขข้อเสยีจากการใช้งานได้ 
3. สามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครืÉ องได้ 
4. การสร้างเครืÉ องตรวจสอบ   ใช้อปุกรณท์ีÉ หาได้ง่าย      
    และราคาประหยัด 

























ค่าเฉลีÉ ย 4.44 0.51 4.34 ดี 
 
อภิปรายผล 
  การออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ตัÊ ง 
สมมุติฐานการวิจัยไว้คือ เครืÉ องตรวจสอบทีÉ สร้างขึÊ น มี
ประสิทธิภาพ แสดงผลการวัดถูกต้อง มีสมรรถนะอยู่ใน
เกณฑด์ี สามารถอภิปราย 
 1. ประสิทธิภาพของเครืÉ องตรวจสอบไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีÉ สร้างขึÊ น 
จากผลการทดสอบโดยผู้เชีÉ ยวชาญ ปรากฏผลการทดสอบ หา 
ชนิดของทรานซิสเตอร์ ชนิดของเฟท หาขาของไดโอด 
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งานวิจัยของ  สุรศักดิÍ  ไกรเลิศ [16] ได้ออกแบบเครืÉ อง




 2. สมรรถนะของเครืÉ องตรวจสอบ  ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีÉ ได้
ออกแบบและสร้างขึÊนนัÊน ได้ประเมินด้วยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 
5 คน ทัÊงหมด 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการใช้งาน ด้าน
การบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ผลการประเมินค่าเฉลีÉ ยโดยรม
อยู่ในเกณฑด์ี ซึÉ งจาํแนกรายละเอยีดของสมรรถนะของเครืÉ อง
ทีÉ สร้างขึÊนได้ดังต่อไปนีÊ  
  2.1 ด้านกายภาพ จากการประเมิน 6 ข้อ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึÉ งเมืÉ อพิจารณาแล้วค่าเฉลีÉ ย
ทีÉ มากทีÉ สุดคือด้าน รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน โดยขนาด
ของเครืÉ องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก
และมีนํÊาหนักเบา ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   พีรเชษฐ์ 
ศรีชัย [11] ได้ทาํการออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบ
ความสัÉนสะเทอืนของเครืÉ องจักรโดยสมรรถนะด้านกายอยู่ใน




  2.2 ด้านการใช้งาน จากการประเมิน 5 ข้อ 
ผลการประเมินอยู่ระดับ ดีมาก ซึÉ งเมืÉ อพิจารณาแล้วเห็นว่า
ด้านทีÉ อยู่ระดับ ดีมาก คือ การเคลืÉ อนย้ายเครืÉ องมีความ
สะดวก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ วิฑูรธีรศานต์ 
[13] ได้ทาํการออกแบบและสร้างเครืÉ องมือวัดทรานซิสเตอร์ 
สามารถใช้งานได้สะดวกง่ายต่อการอ่านค่า และรองลงมาอยู่
ในระดับ ดีมาก ตามลาํดับคือ ติดตัÊงเครืÉ องได้ง่าย รวดเรว็ มี
ความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร  
  2.3 ด้านการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จาก
การประเมินจาํนวน 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี เมืÉ อ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้านทีÉ อยู่ในระดับ ดีมาก คือ การสร้าง
เครืÉ องตรวจสอบ  ใช้อุปกรณ์ทีÉ หาได้ง่าย     และราคา
ประหยัด สามารถแยกส่วนประกอบต่างๆภายในเครืÉ องได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ สบืชาติ [8]  ได้ออกแบบ





 สมร รถนะขอ ง เ ค รืÉ อ ง ต ร ว จสอบ  ไ ด โ อด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทัÊงหมด 3 
ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการใช้งาน ด้านการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซม มีผลการประเมินเฉลีÉ ยอยู่ในระดับ ดี ( X = 
4.39, SD =  0.54, t-test = 6.42, sig  = 0.052) ทีÉ ระดับ
ความเชืÉ อมัÉนร้อยละ 95 สอดคล้องกบั สมมุติฐานการวิจัย 
ขอ้เสนอแนะ 
 ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊงต่อไป  
 ควรทําการพัฒนาเครืÉ องตรวจสอบไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และเฟทโดยไมโครคอนโทรเลอร์ ให้เป็น
เครืÉ อง ตรวจสอบอุปกรณ์สารกึÉ งตัวนําโดยทาํการออกแบบ
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